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Ogtoszenie dodatkowych
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niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdanska Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
znany) PL634

Adres pocztowy: Gabriela Narutowcza 11/12

Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-233 Panstwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Biuro Centrum Nanotechnologii Tel.:
Politechniki Gdanskiej

Osoba do kontaktéw: Marta Olszewska
E-mail: marta.olszewska@pg.gda.pl Faks: +48 583472913

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://www.pg.gda.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z instalacg i przeszkoleniem
personelu w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i instalacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu
elektronowego z katodg z termiczng emisjg polowa (emiter Schottky’ego) i zintegrowanz system mikroanalizy
rentgenowskiej EDS i WDS oraz wyposazenie pomochicze przeznaczone do preparatyki prébek do badan w
][niklzo_skopie FE-SEM. Musza by¢ bezwzglednie spetnione nastepujace wymagania (wyposazenie, parametry,
unkcje):

1 Dz{a?o elektronowe z emiterem Schottky’ego (termiczna emisja polowa)

2) Dodatkowy emiter Schottky’ego.

3) Zdolnos¢ rozdzielcza dla sygnatu SE (elektrony wtorne):

- nie gorsza niz 1,0 nm przy 15 kV

- nie gorsza niz 1,4 nm przy 1,0 kV

- nie gorsza niz 1,5 nm przy 10 kV w niskiej prézni

4? Minimalna energia elektronow przy powierzchni probki : co najwyzej 200 eV, z mozliwoscia spowalniania
elektronéw poprzez potencjat przytozony do stolika probki.

Sé Gwarantowany maksymalny prad wigzki - co najmniej 200nA.

6) Zapewnienie stabilnosci wigzki — nie wiecej niz 0,5% / 10 godz.

7) Mikroskop powinien posiadac funkcje korekcji dryfu wigzki (np. w przypadku dtugotrwatych analiz punktowych
EDS lub integracji wielu skanéw w jeden obraz).

Miernik pradu wigzki.

Stolik goniometryczny o minimalnych wartosciach przesuwu w osi:

X -100 mm

Y - 100 mm

Z-50 mm

obrét o kat 360 stopni bez ograniczen

minimalny zakres zmiany kata nachylenia stolika od — 10 st. do + 70 st.

10) Mozliwo$¢ zmiany powiekszenia co najmniej w zakresie: od 25 do 1.000.000 razy .

11) Mikroskop musi posiada¢ mozliwos¢ detekcji:

a) elektrondw wtornych (SE)
b) elektronéw wstecznie rozproszon%/ch (BSE)

c) elektronéw wtérnych w warunkach pracy przy niskiej prozni.

12) Mikroskop musi posiada¢ automatyczny uktad odpompowywania i sterowania préznia.

13) Mikroskop musi posiada¢ bezolejowy uktad prozniowy.

14 Mik)roskop ma umozliwiac¢ prace w warunkach niskiej prozni (maksymalne cisnienie pary wodnej co najmniej
150 Pa).

15) Chtodzona cieklym azotem putapka antykontaminacyjna z zapasowym wkftadem.

16 Urzkadzenie do czyszczenia preparatu oraz komory preparatu reaktywng plazma, zintegrowane z korpusem
mikroskopu.

17) Detektor EDS typu SDD o aktywn%j powierzchni co najmniej 10 mm2 o rozdzielczosci energetycznej nie
gorszej niz 129 eV przy 100.000 cps (dla linii MnK) i mozliwosci detekcji pierwiastkow od boru wzwyz.

18) Spektrometr EDS umozliwiajgcy analize w punkcie, wzdtuz zadane] linii,z wybranego pola, a takze badanie
rozktadu pierwiastkéw w zadanym obszarze (mapping rtg).
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19) Spektrometr z dyspersja dtugosci fali (WDS) w petni zintegrowany z uktadem EDS, z mozliwosciag analizy
dla pierwiastkow od boru wzwyz.

20) Oprogramowanie analityczne dla spektrometréw EDS/WDS do analizy bezwzorcowej oraz analizy iloSciowej
z wykorzystaniem wzorcéw.

21) Zestaw certyfikowanych wzorcow analitycznych do analiz ilosciowych o podwyzszonej doktadnosci.

22) System komputerowy sterujgcy podstawowymi funkcjami mikroskopu oraz zapisywaniem i obrébka obrazéw
mikroskopowych w formatach TIFF, BMP, JPEG.

23) Dodatkowy komputer z zainstalowanymi aplikacjami nie zwigzanymi bezposrednio z podstawowymi
funkcjami mikroskopu, takimi jak: obstuga spektrometrow EDS i WDS, drukarka, internet itd.

24) Dwa monitory o przekatnej co najmniej 19”.

25) System chtodzenia uktadu optycznego w obiegu zamknietym.

26) System zabezpieczajgcy przed niespodziewanymi wytgczeniami zasilania (UPS) z trybem podtrzymania
pracy dziata elektronowego.

27) Dostawa musi obejmowac system do przygotowania gtadkich powierzchni i przekrojéw poprzecznych
probek metoda trawienia jonowego. System powinien gwarantowa¢ mozliwos¢ trawienia i usuwania kolejnych
warstw w kierunku prostopadtym do powierzchni prébki oraz posiada¢ co najmniej dwa — niezaleznie
regulowane — dziata jonowe.

Wyposazenie dodatkowe — oferta moze uzyskaé dodatkowo do 20 pkt za zaoferowanie mikroskopu wraz z:

- Napylarkg prézniowag z pompa turbomolekularng (do napylania weglem lub metalami preparatéw
nieprzewodzacych oraz tatwo kontaminujacych) — 10pkt

- Mozliwoscig sterowania urzadzeniem do czyszczenia wnetrza komory preparatu z poziomu - oprogramowania
gldwnego mikroskopu — 5 pkt

- Mozliwoscia jednoczesnej obserwacji co najmniej czterech obrazéw, uzyskanych za pomoca réznych
detektoréw — Spkt

Wykonawca powinien sprawdzi¢ pomieszczenie przeznaczone na instalacje FE-SEM.

Wykonawca zapewni szkolenie w obstudze systemu FE-SEM.

Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje obstugi mikroskodpu.

Wszystkie elementy oferowanego Eystemu muszag posiadac certyfikaty zgodnosci CE.

2. Licencja na oprogramowanie bedzie udzielona na warunkach wskazanych przez Wykonawce z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy wymaga aby udzielona licencja na dostarczane oprogramowanie obejmowata
prawo do korzystania z niej na terenie Polski przez czas nieokreslony . Dodatkowe wymagania zawarte sgw § 5
wzoru umowy bedacym zatgcznikiem nr 6 do SIWZ. Warunki licencji opisane przez Wykonawce ztozone wraz z
ofertg beda zatgcznikiem do umowy zawartej z Wykonawca na zrealizowanie przedmiotowej dostawy.

3. Warunki dostawy: Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiajgcego
wskazanego w umowie, na minimum 7 dni przed planowang dostawa, w przeciwnym wypadku Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy przyjecia dostawy. Po przekroczeniu terminu realizacji zamoéwienia ,Cena
wskazana w umowie” zostanie pomniejszona o kary umowne, ktére zawarte sg we wzorze umowy bedacym
zatgcznikiem nr 6 do SIWZ. Dostawa zostanie uznana za zrealizowang w momencie podpisania protokotu
odbioru bez zastrzezen (zatgcznik nr 7 do SIWZ) przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci dostarczanego przedmiotu umowy z ofertg lub SIWZ Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru.

4. Wykonawca udziela gwarancji — minimum 24 miesigce — szczegétowe informacje zawarte sa w zataczniku nr
6 do SIWZ — wzorze umowy.

11.1.3) Wspoliny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 38511100
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

ZP/453/051/D/13

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_CNPG

Dane referencyjne ogtoszenia: 2013-155198 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogloszenia w Dz.U.: 2013/S 223-387940 z dnia: 16/11/2013 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
15/11/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

[] Sprostowania

X Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

O Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

@ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniany tekst;

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast: Powinno byé¢:
zmieniane daty:

VI1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié¢

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy dodaé¢ do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

11.1.5 pkt 1 ppkt 3 - nie gorsza niz 1,8 nm przy 3 kV w niskiej prozni

Miejsce, w ktdrym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

II. 1.5. pkt 1 ppkt 19 wyposazony w polikapilarny uktad optyczny z wigzka
rownolegta

V1.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiajgcy wprowadza nowy wzér umowy- zatacznik nr 6 do SIWZ

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
05/12/2013 (dd/mm/rrrr) - 1D:2013-165384
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